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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CET est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien ’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus aupres des Comités nationaux de la CET et en
consultant les documents ci-dessous:

@® BulletindelaCEI

@ Rapport d’activité de Ja CEX
Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from TEC
National Committees and from the following IEC sources:

@® IE C Bulletin

® Report on 1 E C Activities
Published yearly

@ Catalpgue des publications de la CE I
Publi¢ annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sqnt définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente plublication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera ja la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique |International (V.E.L), qui est établie soug forme de
chapitres §éparés traitant chacun d’un sujet défini de Y
ral étant publié séparément. Des détails complets 3
peuvent éfre obtenus sur demande.

Symbolep graphiques et littératx

Seuls 1

Les syn
font I’objg

1 attentionvdu lecteur est.ditirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumgre Jes'autres publications de la CET préparées par le

@ Catalogue of IE C P
Published yearly

E of this publication

fred to I E C Publi-
ocabulary (IL.E.V)),
pters each dealing
ing published as a
V. will be supplied

Graphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbgls are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
TEC is given in I E C Publication 117.

Letter symbols and other signs approvgd by the IEC are
contained in I E C Publication 27.

Other 1 E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to thg inside of the back

Comité d’Etudes qui a ¢tabli [a présenic publication,

cover, which lists other I E C publications issped by the Technical
Committee which has prepared the pre_rlsen publication.
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CONDENSATEURS FIXES

UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Deuxiéme partie : Spécification intermédiaire :

Condensateurs fixes a diélectrique en film de polytéréphtalate
d’éthyléne métallisé pour courant continu

PREAMBULE
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Sectional specification :

Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric
capacitors for direct current
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Deuxiéme partie : Spécification intermédiaire :

Condensateurs fixes a di¢lectrique en film de polytéréphtalate
d’éthyléne métallisé pour courant continu

Choix des méthodes d’essai et régles générales

SECTION UN — GENERALITE

1. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux condensateurs fixes pou 9 % rodes métallisées et a
diélectrique en polytéréphtalate d’éthyléne. Ces conde
dépenglant des.conditions d’utilisation.

s autocicatrisantes

Iis sion alternative est
faible jpar rapport & la tension nominalé

Les nt couverts par la
Public
2. Objet

L’objet de cetienporme est dg p isir, dans la Publi-

cation , Premiére partie:
Termi générales pour ces
conde '

3. Do¢

La ire utilisée conjointement avec d’autres publications de la CE1, telleg que:

Publication62:

Publidation 63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Sodey’pour le marquage des résistances et des condensateurs.

Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.

Publication 384-1: Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques, Premiére partie: Terminologie
et méthodes d’essai.

4. Terminologie

En complément aux termes et définitions appropriés figurant dans la Publication 384-1 de la C E I, les définitions
suivantes sont applicables:

4.1 Condensateurs de classe I

Condensateurs destinés a des usages nécessitant une longue durée de vie et de sévéres prescriptions pour les
caractéristiques électriques.
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1. Scope

This stand
terephthalate

They are p
Two grades ¢

Capacitors
Capacitors fq

2. Object

The objec
Publication 3
the appropri

3. Related

This stand

Publication {

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2 : Sectional specification :

Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric

capacitors for direct current

Selection of methods of test and general requirements

of this st
84-1, Fix

Publication

3. Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

SECTION ONE — GENERAL

olyethylene-
f use.

ited voltage.

cation 161,

from 1EC

or.

gnjunction with other I E C publications, such as:

des for Resistors arid Capacitors.

Publication 68: Basic Environmental Testing Procedures.

Publication 384-1: Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Part 1: Terminology and Methods of

4., Terminol

Test.

0gy

In addition to the applicable terms and definitions of I E C Publication 384-1, the following definitions apply:

4.1

Grade I capacitors

Capacitors for long life application with stringent requirements for the electrical parameters.
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4.2 Condensateurs de classe IT

Condensateurs destinés 4 l'usage général pour lequel les prescriptions exigées pour les condensateurs de
classe I ne sont pas nécessaires.

4.3

Tension nominale

La tension nominale est la tension continue maximale qui peut étre appliquée en permanence aux bornes d’un
condensateur, a la température de 85 °C.

Note. — La somme de la tension continue et de la valeur de créte de la tension alternative, appliquées au condensateur, ne doit pas
8tre supéricure a la tension nominale. La valeur de créte de la tension alternative ne doit pas dépasser, pour les fréquences

indiquées, les valeurs suivantes, en pourcentage, de la tension nominale, et ne doit pas étre supérieure
50 Hz: 20

100 Hz: 15%
1000 Hz: 3¢

24280 V:

Te
Te
Ch

Note.

Ie
décin
Ce
Si

10000 Hz: 19

sauf prescription contraire dans la spécification particuliére.

atégories climatiques préférentielles

mpérature minimale de catégorie: de —55°C a —25 °C.

Inpérature maximale de catégorie: de -85 °C a 41

hleur humide, essai continu: de 4 & 56 jours.

manent & 125 °C au-dell

8 suivantes: 1, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7 et
naux. '
5 valeurs sont ¢ s Na sérié_E6 desvaleurs recommandées dans la Publication 63
d’autres i dbivent étre choisies dans la série E12.

b de la durée de Pessai

h,8 et leurs multiples

dela CEI

5 valeurs norntales de [a tension nominale sont: 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1 000, 1 6

0 V.

Ces valeurs sont conformes a la série de base des nombres normaux R5 donnés dans Ia Recommandation ISO/R3.

9. Tension de catégorie (Uy)

La tension de catégorie est:

0,75
0,50

10.

Uy pour une température maximale de catégorie de 100 °C;

Uy pour une température maximale de catégorie de 125 °C.

Température nominale

La valeur normale de la température nominale est 85 °C.


https://iecnorm.com/api/?name=97385142c7de9a81af85ab1f4fa26e1c

4.2  Grade II capacitors

Capacitors for normal application where the stringent requirements for Grade I capacitors are not necessary.

4.3 Rated voltage

The rated voltage is the maximum d.c. voltage which may be applied continuously to the terminals of a capacitor
at a temperature of 85 °C.

Note. — The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to the capacitor shall not exceed the rated voltage. The value
of the peak a.c. voltage shall not exceed the following percentages of the rated voltage at the frequencies stated, and shall
not be greater than 280 V:

5.

Note. — With|
specification).

6.

7.

8.

50 Hz: 209
100 Hz: 15%

T000 Hz: 37
10000 Hz: 1%

unleds otherwise specified in the detail specification,

Preferred

climatic categories

Lower catg¢gory temperature: —55°C to —25 °C.

Upper catggory temperature: -85 °C to +125 °C.
Damp heal, steady state: 4 to 56 days.

Rated ¢4

Standard 1

These valy

If other va

Tolerand

The stand

Rated v{

The stand

continuous operation at 125 °C in exces ¢d ageing has to be consid

pacitance (Cy)

es confor<>th
lues are require

hrddvalues of rated voltage are: 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1 000, 1 600 V.

The values conform to the basic series of preferred numbers RS given in ISO Recommendation R3.

9. Category voltage (U.)

The category voltage is:

0.75 Uy for upper category temperature 100 °C;

0.50 Uy for upper category temperature 125 °C.

10. Rated temperature

The standard value of rated temperature is 85 °C.

red (see detail
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11. Marquage

11.1 Le marquage des indications suivantes, dans 'ordre d’importance indiqué ci-aprés, est requis:
q ) q

a) capacité nominale (peut étre indiquée suivant le code donné dans la Publication 62 de la CEI);

b) tension nominale (la tension continue peut étre indiquée par le symbole: === ou ——

);

¢) tolérance sur la capacité nominale (peut étre indiquée suivant le code donné dans la Publication 62 de la CEI);

d) tension de catégorie;

e) année et mois (ou semaine) de fabrication (peuvent étre indiqués sous forme codifiée en utilisant I'un des

codes donnés dans la Publication 62 de la CEI);

f) nom du fabricant ou marque de fabrique;

g) catégorie climatigue;

h) désignation de type du fabricant;

i) r¢férence & la présente norme et/ou a la spécification nationale applicable\a

11.2 e condensateur doit porter lisiblement les informations des Roints™ i-gessys, et le plus grand

11.3 [’emballage du ou des condensateur(s) doit porterAisible
graphg 11.1.

11.4 [Tout marquage supplémentaire doi

SEJTION DEUX — F

12. Hssais de @
12.1 [Cette normene

L’éq

Le

To
méme

Les|essais €t parties\d’essai doivent étre effectués dans 'ordre de leur énumération.

numérées au para-

pne confusion.

DE MESURE

(voir la note).
eur.

bins cing piéces de

Cetfesrforme ne fixe pas le nombre de défauts admissibles; ceci est en effet considéré com

ne une prérogative

de 'autorité accordant Thomologafion de Type.

Note. — Une partie d’'une gamme compléte ou des valeurs isolées prévues dans cette norme, peuvent &tre soumises aux essais en vue

d’obtenitr une homologation partielle.

12.2  Ces essais peuvent étre, en totalité ou en partie, répétés de temps en temps sur des échantillons prélevés dans

la fabrication courante afin de s’assurer que la qualité du composant réponde toujours a
spécification.

ux exigences de la

Des défauts mis en évidence au cours de ces derniers essais peuvent révéler des défauts de conception qui nétaient
pas apparus lors des essais originaux ou simplement des défauts de fabrication que ’on devra corriger.

12.3 Tout condensateur qui a subi les essais de type ou certains d’entre eux qui peuvent étre considérés comme

destructifs ne doit en aucun cas étre utilisé sur un appareil ni reversé aux stocks.
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11.

11.1

— 11 —

Marking

The following marking information, in the order of importance given below, is required:

a) rated capacitance (may be indicated by the code given in I E C Publication 62);

b) rated voltage (d.c. voltage may be indicated by the symbol === or

);

¢) tolerance on rated capacitance (may be indicated by the code given in 1 E C Publication 62);

d) category voltage;

e) year and month (or week) of manufacture (may be indicated by one of the codes given in I E C Publication 62);

f) manufacturer’s name or trade mark;

g) climati
h) manuf

i) referen

11.2 The ¢
with as man

11.3 The g
clause 11.1

11.4 Any 4

w2

12.1 This
The samp
The appr

Any part
particular v

Tests andj

c category;

hcturer’s type designation;

ECTION TWO

adge of values of the type under consideration (see Note).

This stan

the authority giving type approval.

2 to be tested shall be agreed upon between user and suppliet.

above, and

isted in Sub-

DS

becimens of a

rerogative of

Note. — Part of a full range, or individual values, shown in this standard may be submitted to these tests in order to gain a limited
approval.

12.2  Some or all of these tests may be repeated from time to time on samples drawn from current production to
confirm that the quality of the product still corresponds to the requirements of the specification.

Failure in the latter tests may show defects in design not apparent in the original tests or may merely indicate
defects in production which need to be corrected.

12.3 Any capacitor that has been subjected to the type tests or any part of them which may be considered
destructive shall not be used in equipment or returned to bulk supply.
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13. Programme des essais de type

13.1 Tous les condensateurs sont soumis aux essais suivants, dans I"ordre indiqué ci-aprés:

. Articles
Essai et paragraphes
Examen visuel 15
Tension de tenue (rigidité diélectrique) 16.1
Capacité 16.2
Tangente de ’angle de pertes 16.3
Résistance d’isolement 16.4

13.2 *échantillon doit alors étre divisé en quatre groupes.

Dang chaque groupe, tous les condensateurs doivent subir, dans I'ordre de lguxr|énumérat{ony'Jles essais indiqués
dans 14 tableau ci-aprés. /\ x
Articles
et
Articles paragraphes
Essai et de la
paragrdphes | Publication
384-1
dela CEI
Premfer groupe
Robystesse des sorties ) i X X 17 16
Soudlre (résistance a la chaleur) premicreNuoiie Tb X 18. 17
Soudhabilité . Ta X X 18.2 17
Varigtions rapides de ten Na X — 19 18
Vibrdtions Fe X X 20 19
Secofisses : Eb X — 21 20.
Séquknce climatique (ous le ; 22 22
Chalgur séche Ba X X 22.p - 22.2
Chalgur humide, D X —_— 22.B 22.3
Froi Aa X X 2.4 22.4
Bass M X — 22.p 22.5
Chalg D X — 22,6 22.6
Deuxi
Essa Ca X X 23 23
Troisiéme groupe
Endurance X X 24 24
Quatriéme groupe )
Charge et décharge X X 25 30
Corrosion (si applicable) X X 26 —
Note. — La lettre « x » dans le tableau ci-dessus indique que l'essai sera effectué. Un tiret (—) signifie que ’essai n’est pas applicable.

14. Conditions d’essai

Voir larticle 5 de la Publication 384-1 de la CE 1.
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13. Schedule for type tests

13.1 All the capacitors shall be subjected to the following tests in the order stated:

Clause
Test and sub-clauses
Visual inspection 15
Voltage proof 16.1
Capacitance 16.2
Tangent of loss angle 16.3
Insulation resistance 16.4

13.2 The sample shall then be divided into four parts.

All capacitrs in each part shall be subjected to the following tests in the order sta

A OS

Clauses
IEC Clauses and
Test Publication and sub-clauses
6 b-clauses of IEC
Publication
}7 384-1
T\ AN
N \)
First part \)\/
Robustness 4f terminations first ) X X 17 16
Resistance tq soldering heat st fa Tb X X 18.1 17
Solderability % a X X 18.2 17
Rapid changf of temperature . " Na X — 19 18
Vibration Fc X X 20 19
Bumping Eb X — 21 20
Climatic seq 22 22
Dry heat Ba X X 22.2 22.2
Damp heat, D X - 223 223
Cold Aa X X 224 224
Low air pres| M X — 22.5 22.5
Damp heat, D X — 22.6 22.6
Second part
Damp heat, teady.state Ca X X 23 23
Third part
Endurance . X X 24 24
Fourth part
Charge and discharge X X 25 30
Corrosion (if applicable) X X 26 —
Note. — The letter “x” in the above table indicates that the test shall be carried out. A dash (—) indicates that no test is to be made.

14. Conditions for testing

See Clause 5 of I E C Publication 384-1.
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15.
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Examen visuel et vérification des dimensions

Voir ’article 7 de la Publication 384-1 dela CE 1.

16.

16.1

Essais électriques

Tension de tenue (rigidité diélectrique)

Voir Particle 9 de la Publication 384-1 de la CET, avec les précisions suivantes:

16.1.1 Circuit d’essai

Supprimer le condensateur C,.

Le produit de R, par la capacité nominale C, doit étre inférieur ou égal a 1 s et supérieur a 0,01 s.

R,
R,

16.2.

paragraphe 8.2 de la Publication 384-1 de la CEL

Note.

comprend la résistance interne de la source de tension.

doit limiter le courant de décharge 4 une valeur inférieure ou égale

Les tensions suivantes doivent étre appliquées pendant 1

Point d’application /M \/
la) las e
Q las
16), le) o€ 1d) ave un minimum de 200 V
( r&

autocicatxs &ant 2@pplication de la tension d’essai est admise.

— L’apparition de perfocations

Capacité<>
ir Particle ;

2.4 a capacité doit correspondre 4 la capacité nominale, compte tenu de la tolérance spéd

ure du tableau I du

hené 4 une fréquence
s de 50 Hz a 120 Hz

sion nominale, et de

ifice.

16.3

Tangente de I'angle de pertes (tg o)

Voir Particle 11 de la Publication 384-1 de la CET avec les précisions suivantes:

16.3.

1 Conditions de mesure

La tangente de I’angle de pertes tg g, doit étre mesurée dans les conditions suivantes et sa valeur doit étre notée
(a titre de référence):

— fréquence: 1000 Hz;

— créte de tensioh: < 3% de la tension nominale;

— erreur de mesure: < 10 X 107* (en valeur absolue).
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15. Visual inspection and check of dimensions

See Clause 7 of I E C Publication 384-1.

16. Electrical tests
16.1 Voltage proof
See Clause 9 of IE C Publication 384-1, with the following additions:

16.1.1 Test circuit

Delete the capacitor C,.

The product of R, and the rated capacitance C, shall be smaller than or equal to 1 s and greater than 0.01 s.

R, includeq the internal resistance of the power supply.

R, shall limit the discharge current to a value equal to or less than 1 A.

16.1.2 The [following voltages shall be applied for a period of 1 mig” b n NheN\measurin

Table I in Suyb-clause 8.2 of I E C Publication 384-1. <\

N

Test point Tesy voltage

la)

156), 1¢) and 1d) ( 2 l@h\\ln% of 200 V

Note. — The dccurrence of self-healing

16.2 Capacitance Q
See Clause] 10 of I E C Pub

16.2.1 The
values > 1 uF

The applig
at 50 Hz to 1

16.2.2 The fapacitance shall be within the specified tolerance.

b points of

capacitance

peak voltage

16.3 Tangent of loss angle (tan 9)
See Clause 11 of I E C Publication 384-1, with the following additions:

16.3.1 Measuring conditions

Tan ¢ shall be measured as follows and the value shall be noted (for reference purpose):

— frequency: 1000 Hz;
— peak voltage: =< 39 of the rated voltage;

— inaccuracy: < 10 x 107 (absolute value).
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16.3.2 Exigence

La tangente de I’angle de pertes tg §, ne doit pas &tre supérieure 4 la valeur appropriée du tableau suivant:

Capacité nominale tg J (valeur absolue)
uwF
Condensateurs de classe I | Condensateurs de classe 11

0,008 0,01
0,01 0,01

vV IN

16.4 Résistance d’isolement

Voii article 8 de la Publication 384-1 de la CEI, avec les précisions suiya

16.4.1| Avant la mesure, le condensateur doit étre entiérement décharpé, i sistance du circuit
de décharge par la capacité nominale du condensateur 2 Pessai doif éixe i@ é s ou & toute autre
valeur [éventuellement prescrite dans la spécification particuli¢re

16.4.2| La tension de mesure doit &tre conforme aux 9ti y . Publication 384-1
dela CEI.

Cettp tension doit &tre appliquée im interne de la source

de tengion.

Le groduit de la résistance interne par [a cac1te - doit étre infériepr & 1 s ou A toute
autre yaleur éventuellement prescrite dany 1

minimale entre minimale entre
les sorties les sorties et le boifier

>\%sistance d’isolement Résistance d’isolemgnt

(MQ) (MQ)

N
C\& esure\selon le tableau I, paragraphe 8.2, de la Publication 384-1 de la CE1:
: l la) 1b) ic) id)

Capacité nominale:

> 0,33 uF | 2 0,33 uF

Tension nominale:

> 100 V Z 100 V > 100 V £ 100 V
Classe:
1 i 1 I I 1I 1 1L

10000 | 2500 | 5000 [ 1250 (30000 | 7500 15000 | 3750 30 000
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16.3.2  Requirement

Tan 6 shall not exceed the applicable value in the following table:

Rated capacitance tan ¢ (absolute value)
uF
Grade 1 capacitors Grade II capacitors
£ 1 0.008 0.01
> 1 0.01 0.01

16.4 Insuldgtion resistance

See Clausp 8 of 1 E C Publication 384-1, with the following additions:

16.4.1 Befgre the measurement, the capacitor shall be fully discharged,
discharge cifcuit and the rated capacitance of the capacitor under test shall be
in the detai] specification.

16.4.2 The measuring voltage shall be in accordance with

The volta

stance of the
ue prescribed

1.

pltage source.

The prod € ACite the capacitor shall be smaller than 1 s or any

other value

The insul

anm insulation Minimum insulation

" Pesistance between resistance between
> the terminations terminations and case
MQ) MQ)

‘ la) 1b) ic) id)
|_Rated capacitance:
> 0.33 uF ‘ £ 033 pF
Rated voltage:
> 100 V £ 100 V > 100 V £ 100 V
Grade:
1 11 1 1I I I I I

10000 | 2500 | 5000 [ 1250 | 30000 | 7500 |15000 | 3750 30 000
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16.4.3 Lorsque I'essai n’est pas effectué a la température de 20 °C, le résultat de la mesure doit, §’il y a lieu, &tre
ramené 3 20 °C, en multipliant la valeur mesurée par le facteur de correction approprié. En cas de doute, la mesure
4 20 °C est décisive. Les facteurs de correction suivants peuvent étre considérés comme une moyenne:

Température

Facteur de correction

15
16
17

18
19
20

21
=T

0,79
0,83
0,87

0,91
0,95
1,00

17. Robustesse des sq

— erfeur’de mesure”:

22
23

24
25
26

27
28
29

30

£ 10 x 107 (valeur absolue).

ngle de pertes tg &
récisions suivantes:

18. Soudure

Voir T"article 17 de la Publication 384-1 de la CEI, avec les précisions suivantes:

18.1 Résistance @ la chaleur de soudure

18.1.1  Epreuve: pas de séchage préliminaire

Sauf prescription contraire dans la spécification particuliere, I'essai Tb de la Publication 68-2-20A de la CEI
doit étre appliqué. La méthode 1A (pour les condensateurs pour circuit imprimé) ou la méthode 1B (pour les autres

condensateurs) doit étre appliquée selon les prescriptions de la spécification particuliére.


https://iecnorm.com/api/?name=97385142c7de9a81af85ab1f4fa26e1c

— 19

16.4.3 ‘When the test is carried out at a temperature other than 20 °C, the result shall, where necessary, be
corrected to 20 °C by multiplying the result of the measurement by the appropriate correction factor. In case of
doubt, measurement at 20 °C is decisive. The following correction factors can be considered as an average:

Temperature Correction factor
15 Q.79
16 0.83
17 0.87
18 0.91
19 0.95
20 1.00
21 1.05
22 1.10
23 1.15
24

25
26

27
28
29

30
31
32

33
34
35

17. Robustngess of termination
. See Clause 16 of[E§> S

17.1  Initial

of Clause 11

-— Inaccurady

£ 10 x 10~* (absolute value).

18. Soldering

See Clause 17 of I EC Publication 384-1, with the following additions:
18.1 Resistance to soldering heat

18.1.1  Conditions : no pre-drying

Unless otherwise prescribed in the relevant detail specification, test Tb of IEC Publication 68-2-20A. shall be
applied. Method 1A (for capacitors intended for printed wiring applications) or method 1B (for capacitors intended
for other applications) shall be adopted as prescribed by the relevant detail specification.
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18.1.2 Examen, mesures et exigences en fin d’essai

Les condensateurs doivent étre examinés et mesurés; ils doivent répondre aux exigences suivantes:

Examen Méthode d’examen Exi
ou mesure ou de mesure xigence
Examen visuel Article 15 Pas de dommage visible
Capacité Paragraphe 16.2 La capacité ne doit pas avoir varié de plus de 2% par rapport a la capacité
mesurée au paragraphe 13.1
Capacité Paragraphe 16.3.1 L’accroissement de tg d par rapport 4 la valeur mesurée au paragraphe 13.1 ne
nominale doit pas étre supérieur a 0,002 pour les corfdensateurs desclgsse I et a 0,003 pour
> 1 uF les condensateurs de classe I1.
o f=1kHz
&
Capacité Paragraphe 17.1 I paragraphe 17.1 ne
nominale sse I et a 0,005 pour
Z 1pF
f =10 kHz
18.2 |Soudabilité des sorties

Sauf prescription contraire dans la spégifica
de l’egsai T de la Publication 68-2-20 de\la
méthode du bain de soudure avec les dérogati

de soudure, soit la

Les|sorties par fils, prévues par le f3 Fimés, doivent étre
immergées jusqu’a un poigf dista

simulg

Les
faire 1

ion particuliére ou

Lor|
utilise

pplicables, on doit

Exi

19.1

Mestire initiale

Pour les condensateurs de capacité nominale inférieure ou égale & 1 pF, la tangente de I'angle de pertes tg 6
doit &tre mesurée selon les conditions du pagaraphe 17.1.

19.2 Nombre de cycles: §

Durée d’exposition aux températures extrémes: 30 min.

20. Vibrations
Voir I’article 19 de la Publication 384-1 de la CEI, avec les précisions suivantes:

20.1
Néant.

Mesures initiales
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18.1.2  Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be inspected and measured and shall meet the following requirements:

Inspection Inspection Reaui ¢
or measurement or measuring method cquiremen
Visual inspection Clause 15 No visible damage
Capacitance Sub-clause 16.2 The percentage difference between the capacitances measured finally and in Sub-
clause 13.1 shall not exceed 2%
Rated Sub-clause 16.3.1 The increase of tan J with respect to tan d measured in Sub-clause 13.1 shall
capaditance not exceed 0.002 for Grade I capacitors, 0.003 foy' GradeN] capacifors -
> 1 ¢F
= f = 1kHz
o
8
Rated Sub-clause 17.1 Ub-clause 17.1
capaditance e 1l|capacitors
< 1 WF
f =10 kHz

18.2  Soldetability

procedure of
hod with the

Unless otherwise prescribed in the detail
test T of IEC Publication 68-2-20, using eiths
following d¢viations:

The wire be immersed

up to 2 757 mm from the body y

The requirements for the [globute te ¢ all be subject
to agreement betwee

Where nefther the soldes shall be used

with solderihg iron sizg

Requirem

19. Rapid

See Clau blication 384-1, with the following additions:

19.1 Initiaf ‘mietsurement

For capacitors with rated capacitance < 1pF, tan 6 shall be measured according to the conditions of Sub-
clause 17.1.

19.2  Number of cycles: 5

Duration of exposure at the temperature limits: 30 min.

20. Vibration
See Clause 19 of I E C Publication 384-1, with the following additions:

20.1 Initial measurements

None.
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20.2 Laméthode B4 et le degré de sévérité suivant de I’essai Fe sont appliqués: amplitude du déplacement 0,75 mm,
ou de l’accélération 10 g, celle qui donne "accélération la plus faible, dans I'une des gammes de fréquences suivantes:
de 10 Hz & 55 Hz, de 10 Hz a 500 Hz, de 10 Hz & 2 000 Hz.

La spécification particuliére doit préciser la gamme de fréquences a utiliser. Durée de I’essai: 6 h.

20.3 Lorsque cela est prescrit dans la spécification particuliére, il doit &tre procédé, au cours de la derniére heure
de I’essai et pour chacune des directions, & une mesure électrique pour déceler les contacts intermittents, les
coupures du circuit et les courts-circuits.

20.4

Examen et exigences en fin d’essai

Pas de dommage visible.
Lorsqu’un condensateur est essayé dans les conditions spécifiées au paragraphe 20.3, il ne doit se produire ni
contact intermittent d’une durée supérieure ou égale 3 0.5 ms, ni coupure du circyit, ni court-circuit.

21.

211

Négnt. La sévérité et la méthode de montage sont prescrites de Réciio: particuliére.

21.2

Leq condensateurs doivent étre examingés et mes S;

Voilr Particle 20 de la Publication 384-1 de la CEI, avec les précisions s

$ecousses

Mesures initiales

Examen, mesures et exigences en fin d’essai

aux ex1gences suivaptes:

Examen Méthode d’examen v

E
ou mesure ou de mesure ( xigence

Examen visuel Article e ommage visible

Cap

dcité capamte ne doit pas avoir varié de plus de 5% par [rapport & la capacité
<> megarée au paragraphe 13.1
Capacité L’accroissement de tg & par rapport a la valeur mesurép au paragraphe 13.1
nominale ne doit pas étre supérieur a 0,002 pour les condensateurs|de classe I et a 0,003
-1 pour les condensateurs de classe 11
S
&

ne doit pas étre supérieur a 0,003 pour les condensateurs
pour les condensateurs de classe 11

@raphe 17.1 L’accroissement de tg J par rapport a la valeur mesurde au paragraphe 19.1

de classe I et -a 0,005

Résistance d’isolement | Paragraphe 16.4 Comme au paragraphe 16.4

22.

Séquence climatique

Voir Particle 22 de la Publication 384-1 de la CEI, avec les précisions suivantes:

22.1

Mesures initiales

Néant.

222

Chaleur séche.

Voir le paragraphe 22.2 de la Publication 384-1 de la CET, avec les précisions suivantes:
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20.2 Procedure B4 and the following degree of severity of test Fc apply: 0.75 mm displacement or 10 g,
whichever is the lower amplitude, over one of the following frequency ranges:
10 Hz to 55 Hz, 10 Hz to 500 Hz, 10 Hz to 2 000 Hz.

The detail specification shall state which frequency range is to be used. Duration of test: 6 h.

20.3 Where prescribed in the detail specification, during the last hour of the vibration test in each direction of
movement, an electrical measurement shall be made to detect intermittent contact or open or short circuits.

20.4 Final inspection and requirements

There shall be no visible damage.
When capacitors are tested as specified in Sub-clause 20.3, there shall be no interruption greater than or equal
to 0.5 ms, n¢T OPen OF SHOTT CITCUILs. '

“21. Bump

See Claus¢ 20 of I EC Publication 384-1, with the following additions:

21.1  Initiall measurements

None. Th¢ severity and method of mounting are given in the d

21.2  Final fuspection, measurements and requirements

The capaditors shall be inspected and measyred\and ing fequirements:

Inspecfion Inspection
or measufement or measuring method

Visual inspe¢tion Clause 15 &\(Nﬂ%‘)&lgy

N ~. _

Capacitance -clavse 16.2 @nge difference between the capacitances measured finally and in
Subcclange’13.1 shall not exceed 5%

Requirement

N
Rated ubxchause 163.1 The increase of tan J with respect to tan ¢ measured in Sgb-clause 13.1
capaditance shall not exceed 0.002 for Grade I capacitors, 0.003 for Grade II| capacitors
> 1¢F
f=1kHz
“g AN
. Rated - . \Sum.l ' The increase of tan ¢ with respect to tan ¢ measured in Sfib-clause 19.1
capaditance shall not exceed 0.003 for Grade I capacitors, 0.005 for Grade II{capacitors
< 1uE
[ = 10%kHz
Insulation resistance | Sub-clause 16.4 As in Sub-clause 16.4

22. Climatic sequence

See Clause 22 of I EC Publication 384-1, with the following additions:
22.1 Initial measurements
None.

22.2  Dry heat
See Sub-Clause 22.2 of I E C Publication 384-1, with the following additions:
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22.2.1 A la fin du séjour a haute température, les condensateurs étant encore a la température spécifiée, la
capacité et, pour les condensateurs de classe I seulement, la résistance d’isolement doivent &tre mesurées.

22.2.2 La variation de la capacité, en pourcentage, par rapport a la valeur mesurée aux paragraphes 18.1 ou 21.2
suivant le cas, doit répondre aux exigences suivantes:

Température d’essai Variation de capacité

o o
85 = 5
100 £ 10
125 £ 18

22.2.3| Pour les condensateurs de classe I, la résistance d’isolement doit &tre nmesurééselon 1a méthode du para-
graphf 16.4; elle doit répondre aux exigences du tableau suivant (seulemenyp r& engateurs de classe I):

Produit RC minimal . . ) ]
Résistance Q’isole ssistqnce d’isolement
(R = résistance d’isolement entre minimalgrentré\les sorti inimale entre les sortics
les sorties) ef le boitier
(C = capacité nominale)
©) m (MQ)
Points de mesure selginle table ) \ag{a he @de la Publication 384-1dela CE I:
Température .
maximale la) 1a) ' 1b)
de

catégorie
Capacité nominale: % \>
W 1 £ 033 uF : ’
B W ~—

i \mina 1

ZN00 V > 100 V < 100 V

ST e T

85 100 50 300 150 300

22.3  Essai accéléré de chaleur humide, premier cycle

Voir le paragraphe 22.3 de la Publication 384-1 de la CEL

22.4 Froid

Voir le paragraphe 22.4 de la Publication 384-1 de la CE1, avec les précisions suivantes:
22.4.1 Avant I’essai, la capacité doit étre mesurée aux conditions atmosphériques normales.

22.4.2 A lafin du séjour a basse température, les condensateurs étant encore a la température spécifiée, on mesure
la capacité.

La variation de capacité, en pourcentage, par rapport a la valeur mesurée au paragraphe 22.4.1 doit répondre
aux exigences suivantes:
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22.2.1 While still at the specified high temperature and at the end of the period of high temperature, the
capacitance, and for Grade I capacitors only, the insulation resistance shall be measured.

22.2.2 The percentage difference between the capacitances measured at high temperature and in Sub-clause 18.1
or 21.2, as applicable, shall meet the following requirements:

Test temperature Difference in capacitance

OC %
85 = 5
100 < 10
125 £ 18

22.2.3 For @rade I capacitors, the insulation resistance shall be measured accordjig to t metllod in Sub-
clause 16.4 arld shall meet the requirements in the following table (Grade I capacitoss o ly&

Minimum RC product . . .
. Minimum insulatio

(R = insulation resistance resistance be
between the terminations) the termin 'ons
rated capacitance)

)

Measuring points in accordaicé\with T, Sub lau .2 of C Publication 384-1:
Uppe
categolly 15)
temperature

Rated capacitance:

lation
fween
terlinations afd case

I

(c
MQ)

0.33 uF |

<ro\ <00 vV > 100 V Z 100 V

125 °C 30 15 30

100°Q Q\ 25 150 75 150
85 \> 50 300 150 300

22.3  Damp heat, accelerated, first cycle
See Sub-clause 22.3 of I E C Publication 384-1.

224 Cold
See Sub-clause 22.4 of I E C Publication 384-1, with the following additions:

22.4.1 Prior to the test, the capacitance shall be measured at standard atmospheric conditions.

22.4.2 While still at the specified low temperature and at the end of the period of low temperature, the capacitance
shall be measured.

The percentage difference between the capacitances measured here and those measured in Sub-clause 22.4.1
shall meet the following requirements:
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Température d’essai Variation de capacité

°C %

—55 = 10
—40 = 7
—25 =z 3

22.5 Basse pression atmosphérique
Voir le paragraphe 22.5 de la Publication 384-1 de la CE], avec les précisions suivantes:

22.5.1 L’essai, s’il est prescrit dans la spécification particuliére, doit étre effectué a une température comprise
entre 15 °C et 35 °C. La durée de I’essai doit étre de 1 h.

22.5.1 ipde d’une heure, les

condg

Le i¢cessaire, et chacune
de ce ?a Publication 384-1
dela

La|tension d’essai doit étre appliquée aux sorties, au boitieretc. g i iphe 16.1.2.

22.5.
nuisi

ent, ni déformation

22.6
Vair le paragraphe 22.6 de la Publication ' gs précisions suivantes:

22.6.
1 mij

ide, la tension nominale doit &trg appliquée pendant

22.7 | Examen, mesur,

Vdir le paraggaph
Apres repris%

Examen Méthode Wexamen .
: Exigence
ou r?hx ou mesure

N\ Y
Exalaen vi \ Article 15 Pas de dommage visible. Le marquage doit étre lisible

exigences suivantes:

Capacité Paragraphe 16.2 La capacité ne doit pas avoir varié de plus de 5% par|rapport 4 la capacité
mesurée aux paragraphes 18.1 ou 21.1 selon le cas |

Capacité Paragraphe 16.3.1 L’accroissement de tg J par rapport & la valeur mesurée au paragraphe 13.1
nominale ne doit pas étre supérieur a 0,003 pour les condensateurs de classe I et a 0,005
> 1yF pour les condensateurs de classe 11
=1kH
ES ! “
&

Capacité Paragraphe 17.1 L’accroissement de tg J par rapport a la valeur mesurée au paragraphe 17.1
nominale ou 19.1 ne doit pas étre supérieur a 0,005 pour les condensateurs de classe I
< 1yF et & 0,008 pour les condensateurs de classe 1L
f =10 kHz

Résistance d’isolement | Paragraphe 16.4 La résistance d’isolement ne doit pas étre inféricure a 509, des valeurs prescrites

au paragraphe 16.4
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See Sub-clause 22.5 of I EC Publication 384-1, with the following additions:
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Test temperature

Difference in capacitance

°C %

—55 < 10
—40 = 7
—25 £ 3

22.5.1 The test, if required in the detail specification, shall be carried out at a temperature of 15 °C to 35 °C.
The duration of the test shall be 1 h.

22.5.2  Whil
voltage shall

The capac
each part sh
The test v

22.5.3 Dur
mation of th

22.6 Damplheat, accelerated, remaining cycle

See Sub-c
22.6.1 Wit}

e case or seepage of impregnant.

point A usinlg the test circuit conditi

227 Final [nspection, measupements andt re

See Sub-clause 22.7 of I
After recojvery, the c 1

ind, the rated

ngeessary, and

ibation 384-1.

rmful defor-

1 min at test

[lows:

Inspection

or measu 'ement(\

nspectio

ox_meygsuring method

Requirement

N N
Visual inspeftion W No visible damage. The marking shall be legible
Capacitance 1ib-clause 16.2 The percentage difference between the capacitances measured finally and in
. Sub-clause 18.1 or 21.2, as applicable, shall not exceed 5%
Rated Sub-clause 16.3.1 The increase of tan J with respect to tan ¢ measured in Sub-clause 13.1 shall
capacitance not exceed 0.003 for Grade I capacitors, 0.005 for Grade II capacitors
> 1 uF
o |S=1kHz
o
8
Rated Sub-clause 17.1 The increase of tan J with respect to tan J measured in Sub-clause 17.1
capacitance or 19.1 shall not ¢xceed 0,005 for Grade 1 capacitors, 0.008 for Grade 1I
< 1uF capacitors
f=10kHz

Insulation resistance

Sub-clause 16.4

The insulation resistance shall not be less than 509 of the applicable values
in Sub-clause 16.4
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23. Essai continu de chaleur humide

Voir Particle 23 de la Publication 384-1 de la CE1, avec les précisions suivantes:

23.1 Moins de 15 min aprés la sortie des condensateurs de la chambre humide, on effectue ’essai de rigidité
diélectrique conformément au paragraphe 16.1, mais sous la tension nominale.

23.2  Examen, mesures et exigences en fin d’essai

Moins de 2 h aprés la fin de la reprise, les condensateurs doivent &tre examinés et mesurés; ils doivent répondre
aux exigences suivantes:

Examen Méthode d’examen Exi
ou mesure ou de mesure Xigence
Exanjen visuel Article 15 Pas de dommage visible. Le marquggs doit éw
Capatfité. Paragraphe 16.2 La capacité ne doit pas avdir vaé 59%N\par fapport a la capacité
mesurée au paragraphe 13.1
tg & Paragraphe 16.3.1 L accroisseme: S Mr mesurée au paragraphe 13.1 ne
doit pas étre j
N\
Résistance d’isolement | Paragraphe 16.4 La rgdistanced’isolemelt oitpas étre inférieure & 50%;|des valeurs prescrites
’ paragraphe 16.4
N

N

I, 4avec les précisions suivantes:

24. ¥ndurance

Voil Particle 24 de 12 ¥

24.1 |Mesure i
. Poy 4 sphale inférieure ou égale & 1 pF seulement: la tarjgente de 'angle de
pertes . &thode du paragraphe 17.1.
24.2 classe I doivent étre essayés pendant 2 000 h et les condensateurs fle classe IT pendant
1 000
Catégoric —J085/— —/100/— —/|25/—
Température 85°C 100 °C 85°C 125 °C 85 °C
Tension 2 Vece. 2 Ve — 2 Vee. —
1,25 Ur 1,25 Uc 1,25 Ur 1,25 Uc 1,25 Ugr
Le groupe 2 parties 3 parties 3 parties
divisé en )

24.3 La tension d’essai doit étre appliquée individuellement & chaque condensateur a travers une résistance dont

>

la valeur R est égale a , C étant la capacité nominale en farads et R la résistance en ohms, a 309, prés de

la valeur calculée, avec une valeur maximale de 2 MQ.
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23. Damp heat, steady state

See Clause 23 of 1 E C Publication 384-1, with the following additions:

23.1 Within 15 min after removal from the damp heat test, the voltage proof test in accordance with Sub-clause 16.1
shall be carried out, but with the rated voltage applied.

23.2  Final inspection, measurements and requirements

Within 2 h after recovery, the capacitors shall be inspected and measured and shall meet the requirements as
follows:

Inspection Inspection Reauir ‘
or measurement or measuring method cquiremen
[
Visual inspection Clause 15 No visible damage. The marking shall be%@ %
Capacitance Sub-clause 16.2 The percentage difference between he apacitapces\meashred ﬁnaliy and in

Sub-clause 13.1 shall not exceed 59§
AN

tan d Sub-clause 16.1.3 The increase of tan ¢ respec A J\s.pe% in Sub-clagse 13.1 shall

not exceed 0.005

Insulation redistance Sub-clause 16.4 M s%e s?@j@han 509 of the applicgble values in
-clatse

wing additions:

24. Endurarce

See Clausg 24 of 1 E C Publisatio

24.1 Initial pmeasure

For capacitors with rate , tan ¢ shall be measured according to the method in Sub-

clause 17.1.

24.2  Gradell capgitor Por 2 000 h and Grade 1I capacitors for 1 000 h as follows:

N
Categdry —/885/— —/100/— —[125/—
Temperature B35 T 00T 85 °C TZ5°C 85°C
Voltage 2 Vdc. 2 Vdec. — 2 Vdec. —
1.25 Ur 1.25 Uc 1.25 Ur 1.25 Uc _ 1.25 Ur
Sample part 2 parts 3 parts 3 parts
divided into

24.3 The test voltage shall be applied to each capacitor individually through a resistor whose value R is equal
0.022

to , where C is the rated capacitance in farads and R is the resistance in ohms, and shall be within 309, of

the calculated value with a maximum of 2 MQ.
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24.4  Aprés la durée prescrite, on laisse refroidir les condensateurs dans les conditions atmosphériques normales
d’essai, puis on les décharge a travers une résistance R telle que le produit RC soit supérieur ou égal a 220 ps.

24.5 Examen, mesures et exigences en fin d’essai

Les condensateurs doivent &tre examinés et mesurés; ils doivent répondre aux exigences suivantes:

Examen
ou mesure

Méthode d’examen
ou de mesure

Exigence

Examen visuel

Article 15

Pas de dommage visible

Capadité Paragraphe 16.2 La capacité ne doit pas avoir varié de plus de 5 % powr lesccopdensateurs de classe
1 et de plus de 8 9 pour les condensatedrdde classe ¥ Fapport & la capacité
mesurée au paragraphe 13.1 /\

Capacité Paragraphe 16.3.1 L’accroissement de tg J pa hu paragraphe 13.1
nominale ne doit pas &tre supérieur a e classe I et 4 0,003
~ 1 uF pour les condensateur;

) f=1kHz

w _
Capacité Paragraphe 17.1 L’accroissem au paragraphe 24.1
nominale ne doit e classe I et a 0,005
Z 1pF pour !
f = 10 kHz
AN
Résisfance d’isolement | Paragraphe 16.4 L les valeurs prescrites

25. (

25.1

Pou
pertes

25.2
d’une

Chaqué eycle consiste & charger et décharger le condensateur. Chaque condensateur doit étre

bente de PPangle de

Ence approximative

Chargé individuelle-

ment en appliquant la tension nominale & travers une résistance de

220 X 10V
C

Q, ou ayant la valeur nécessaire

pour limiter le courant de charge a 1 A (ou a la plus forte valeur de courant prescrite dans la spécification par-
ticuliére) en retenant la plus grande de ces valeurs de résistance.

10 x

Chaque condensateur est déchargé individuellement a travers une résistance égale a

1078
Q, avec pour

valeur minimale 20 Q, ou a une valeur inférieure éventuellement prescrite dans la spécification particuliére.

Un circuit convenant a cet essai figure dans 'annexe A.

25.3  Mesures et exigences en fin d’essai

Les condensateurs doivent étre mesurés; ils doivent répondre aux exigences suivantes:
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